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Целью спецкурса является получение современных профессиональных знаний в области диагностики материалов. В курсе рассматриваются методы анализа состава и структуры поверхности твердотельных структур, основанные на регистрации вторичных частиц, индуцированных облучением пучками ускоренных ионов, электронов и рентгеновским излучением.
